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Na literatura, diversas aplicacbes podem ser erauead para filmes finos com
espessuras entre 5- 500 nm. Na area de Fisica @apfilines finos encontram aplicacées na
determinacao experimental de parametros atomicosdeno:

i) Secdes de choque de ionizacdo induzidas por padjande sdo necessarios
filmes finos monoelementares com espessura cordneqiireza comprovada.
i) Efeitos de ligacdo quimica em espectros de emids&aios X caracteristicos,

situagdo em que a amostra deve ser um filme nertiehtar com
estequiometria bem determinada.

O Instituto de Fisica conta com um equipamento melytdo de filmes finos por
Magnetron Sputtering (AJAInternational ATC ORION 8 UHV) no laboratério de
Conformacdo Nanométrica. Porém, uma vez que osng#m@ds de deposicdo variam de
equipamento para equipamento, mesmo a producafiides mais simples exige calibracao
das taxas de deposicéo, individualmente para dadaAinda mais complexa é a producao
de filmes com atmosfera reativa, condicdo necesg@ia producdo da maioria dos filmes
multielementares.

O objetivo deste trabalho inclui a producdo dedgmanomeétricos de elementos puros
e de compostos e a sua caracterizagado de espesMAPOSICAO.

O primeiro conjunto de amostras, constituido dadd monoelementares de Nb, foi
depositado pomMagnetron Sputtering no equipamento AJA modelo Orion-8 UHV sob
substratos de Si, limpos pelo processo quimico REGAram produzidas 6 amostras com
tempos de deposicao variando entre 33 - 667 segurmiva calibracdo da taxa de deposigao.

A producao de filmes de nitretos de ferro foi feitamesmo equipamento, com alvo
de Fe e atmosfera reativa de 76% de N. As 4 ansoptraduzidas foram depositadas pelo
mesmo periodo (1800s) porém variando a temperdtusabstrato entre 21 - 500 °C.

Os filmes de Nb foram caracterizados com a técde&utherford Backscattering
Soectrometry (RBS). Nesta técnica, um feixe de particulas coergga conhecida € acelerado
contra a amostra e as particulas retroespalhadas angulo especifico sdo detectadas. O
espectro gerado traz informacdes do tipo de atooe apmpde a amostra, do perfil de
profundidade, da rugosidade e da oxidagcao sofmdka gmostra. As medidas foram feitas no
Tandetron 3 MV do Laboratério de Implantacdo I6noa IF-UFRGS. Foram usadas
particulas alfa de 1 MeV e tempos de medida deifhGtos.

Devido a natureza da técnica de RBS, ndo é possisé@lla para caracterizar
conteudos de N em amostras depositadas sobre &anf®o o conjunto de amostras de
nitretos de ferro foi caracterizado com a técniea Reacdo Nuclear (NRA). Perfis de
profundidade de concentracdo de N podem ser detadws a partir da reacdo de um préton
de 278 keV com os atomos i da amostra, gerando um novo atomo- e um féton
com energia especifica, que é detectado. Em canjemin a técnica de RBS, podem-se
diferenciar as concentracdes de Fe e N nas amogfpasitadas a diferentes temperaturas.

Os espectros de RBS foram analisados com o sofSIMBRA, que permite simular
diversas camadas de uma amostra e ajustar a s&outam o0 espectro experimental atraves
de um ajuste de minimos quadraticos. Analisandostod espectros entre si, a fim de manter
a configuracédo experimental idéntica entre as nasdie a razédo entre a espessura dos filmes,
foi encontrado que a taxa de deposicio real de tbaproximadamente 1,5 A/s, metade do
valor estimado até entéo.

Os perfis de concentracao de nitrogénio obtidos N&A estdo em fase de medida e
processamento dos dados e os resultados seraerdpoks no saldo de IC.



